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Zastrzezenia patentowe

1. Narzedzie klinowe do walcowania odkuwek, posiadajgce
ksztalt walca sktada sie ze strefy wprowadzania wsadu (l), strefy
wcinania (II), w ktérej znajduje sie wystep klinowy (4ll), strefy
ksztattowania (lll),w ktorej znajduje sie wystep klinowy (4l1ll), strefy
kalibrowania (IV), w ktorej znajduje sie wystep klinowy (41V) oraz
strefy usuwania odkuwki (V), znamienne tym, ze strefa wprowadzania
wsadu (I) ma ksztatt powierzchni walcowej (1) o Srednicy
podstawowej walca (D), nastepnie za strefg wprowadzania wsadu (1)
znajduje sie strefa wcinania (ll), w ktorej na powierzchni walcowej (1)
znajdujg sie dwa symetrycznie rozmieszczone wzgledem osi
narzedzia wystepy prowadzace (2a) i (2b), na ktdérych powierzchniach
gornych znajdujg sie naciecia (3a) i (3b) w ksztatcie symetrycznie
rozmieszczonych rowkdw, przy czym wystepy prowadzace (2a) i (2b)
pochylone sg pod katem (1) w kierunku czesci centralnej narzedzia,
za$ wysokos¢ (h1) wystepow prowadzacych (2a) i (2b) jest mniejsza
od wysokosci (h) wystepu klinowego (4ll), (4111), (41V), natomiast
gtebokos$c¢ (g) naciec (3a) i (3b), znajdujgcych sie na powierzchniach
wystepdw prowadzacych (2a) i (2b) jest mniejsza od wysokosci (h1)
wystepow prowadzgcych (2a) i (2b), a centralnie w strefie wcinania
(Il) pomiedzy dwoma wystepami prowadzacymi (2a) i (2b) znajduje
sie wystep klinowy (41) w ksztalcie trojkata réwnoramiennego
nawinietego na powierzchnie walcowa (1), ktory jest pochylony pod
katem rozwarcia klina (B) wiekszym od kata (B1) pochylenia wystepdw
prowadzacych (2a) i (2b), za$ powierzchnie boczne (5all) i (5bll)
wystepu klinowego (41l) sg wypukte i styczne do powierzchni walcowej
wystepu klinowego (41l1), za$ zarys wypuktych powierzchni bocznych

(ball) i (bbll) wystepu klinowego (4ll) w przekroju normalnym ma
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ksztatt tuku o promieniu (R) stycznym do powierzchni walcowej
wystepu klinowego (4ll), zas w strefie ksztattowania (lll) na
powierzchni walcowej (1) narzedzia znajduje sie wystep klinowy (4l1l)
o wypuktych powierzchniach bocznych (5all) i (5bll), stycznych do
powierzchni walcowej wystepu klinowego (4111), przy czym szerokos¢
wystepu klinowego (4l1l) stopniowo zwieksza sie do wartosci rownej
diugosci walcowanego stopnia odkuwki (Lw) na kohcu strefy
ksztattowania (lll), a za strefg ksztattowania (lll) znajduje sie strefa
kalibrowania (IV), w ktérej wystep klinowy (41V) ma statg szerokos¢
(L), ktora jest rowna dtugosci walcowanego stopnia odkuwki (Lw), zas
ptaskie powierzchnie boczne (6a) i (6b) wystepu klinowego (41V)
w strefie kalibrowania (1V) sg ptaskie i sg pochylone pod jednakowymi
katami (o) w stosunku do powierzchni walcowej wystepu klinowego
(41V), za$ za strefg kalibrowania (IV) znajduje sie strefa usuwania
odkuwki (V), w ktorej znajduje sie wzdtuzne wybranie (8), ktdérego
szerokos¢ i gtebokosC jest wieksza od Srednicy poczatkowej (do)
poifabrykatu (11).

2. Narzedzie, wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze w strefie
wcinania (ll) na wypuktych powierzchniach bocznych (5all) i (5bll)
wystepu klinowego (41l) znajdujg sie symetrycznie rozmieszczone
wzgledem siebie naciecia (7all) i (7bll) oraz w strefie ksztattowania
(1l1) na wypuktych powierzchniach bocznych (5alll) i (5blll) wystepu
klinowego (41ll) znajdujg sie symetrycznie rozmieszczone wzgledem
siebie naciecia (7alll) i (7blll), ktérych gtebokos¢ stopniowo zwieksza
sie od zera w miejscu styczno$ci wypuktych powierzchni bocznych
(5all) i (5bll) klinowego wystepu (4ll) w strefie wcinania (Il) oraz
wypuktych powierzchni bocznych (5alll) i (5blll) klinowego wystepu
(4lll) w strefie ksztattowania (Ill) z gérng powierzchnig walcowg

wystepu klinowego (4ll) i (4lll) do wartosci k w miejscu styku
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wypuktych powierzchni bocznych (5all) i (5bll) klinowego wystepu
(4l) w strefie wcinania (ll) oraz wypukitych powierzchni bocznych

(balll) i (5blll) klinowego wystepu (4l1l) w strefie ksztattowania (Il)
z powierzchnig walcowa (1).
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